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spécialité micro et nanoelectronique intitulée : Fiabilité et bruit basse fréquence de transistors bipolaires a

hétérojonction SiGe :C dédi€s aux applications ondes millimétriques
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These préparée dans le laboratoire ST/ IMEP, sous la direction de M Gérard Ghibaudo.

RESUME DE THESE

Ce travail de these portait sur 'étude de la fiabilité et du bruit basse fréquence de TBHs
SiGe :C de la filiere BICMOSIMW dédiés aux applications ondes millimétriques. Ainsi, les
3 modes de polarisation en inverse, en direct et en «mixed-mode» ont été bien
caractérisés et la dégradation associée, investiguée en détails en utilisant une approche
originale couplant bruit et fiabilité et des outils puissants tels que la simulation TCAD et la
modélisation HICUM. Ensuite, I'extraction de facteurs d’accélération de la dégradation du
courant de base en fonction des parametres de la contrainte nous a permis de proposer des
modeles empiriques de durées de vies, pour tous les modes de défaillance. Enfin,
lI'introduction de la fiabilité au niveau « design » a permis de simuler pour la premiere fois

la dégradation du TBH de I'amplificateur en puissance a 77GHz.
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